Prof. Dr. Miguel Ponce — Universidade Mar del Plata, Argentina

Nome da disciplina: Aplicacion la técnica de Espectroscopia de Impedancia Compleja (EIC) para

el analisis de comportamiento eléctrico de sensores

Ementa:

Se modelara (con un circuito electronico equivalente) el funcionamiento de los sensores de gases
basados en 6xidos semiconductores a partir de valores de impedancias obtenidos de medidas usando
la técnica de EIC. Se estudiaran los mecanismos fisicos y quimicos basicos involucrados a partir de
los datos obtenidos utilizando EIC. Esta técnica, en conjunto con la obtencion de curvas de
Resistencias en funcion del Tiempo y de la Temperatura frente a diferentes atmosferas, permitira

describir experimentalmente como sensa una pelicula semiconductora.

Actividad: Charla Inicial.

a) Ciudad de Mar del Plata, el Instituto (INTEMA), proyectos con otros paises, patentes e
interacciones bilaterales presentas pasadas y futuras. Motivos de analisis de CO. Propuestas para

becarios e intereses mancomunados.

b) Cambiar mails con los estudiantes e instalar programas en las laptops. Entrega de apuntes.
Curso Pratico

Temas:

Cuestiones generales sobre medidas en corriente alterna y medidas en corriente continua.

Introduccion de corriente alterna y conceptos generales de impedancia compleja.

Borde de grano en materiales nanoestructurados. Formacion de un barrera tipo Schotkky. Relacion
entre la Capacidad de una barrera, su altura y concentracion de donores. Relacion entre la

espectroscopia de impedancia y los bordes de grano.
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Sistemas de Capacidades en sustratos micromecanizados por laser. Sistemas que emplea la celda
patentada bilateralmente. Capacidades de una pelicula con diversos tamafos de grano. Sistemas de

modelados con circuitos equivalentes.
Frecuencias de operacion para la determinacion de capacidades de bordes de grano.

(Asignacion de la capacidad correcta a cada frecuencia).

Deteccion de la variacion de la zona de desercion con EIC y técnicas complementarias.

Uso de Zview para tratamiento de datos obtenidos de EIC. Conversiones de Zreal Z imag. a Rs Rp

Cs y Cp. (Uso de origin7.0). Instalar Zview free version y Origin.

Uso de programas de calculo de corrientes termo asistidas. Corrientes Tunel y Termoionica.

obtenidas de EIC. Modelado con circuitos.
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